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(54) zapojeni k bezkontaktnimu spinani budite

zapojeni fesi bezkontaktni spindni
testovacich $picek.

Podstatou vyndlezu je rychly sledovac
ze t¥i tranzistorl, kde mezi sledovad a
zdroj napéti je zapojen spinaci tranzistor,
bdz{ spojeny pres fidici obvod s bdz{ prvni-
ho tranzistoru, ktery je emitorem spojen
p¥ed regulaéni odpor.

Emitor druhého tranzistoru je spojen
pfes diodu a ¢tvrty odpor do uzlu s kolekto-
rem spinacfiho tranzistoru spolelneé s pdtym
ouporem spojenym s bdzi ¢tvrtého tranzisto-
ru.
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Vyndlez se tykd zapojeni k bezkontaktnimu spindni budice, urdeného k vybuzeni vstupl pfi
zkoudkdch logickych integrovanych obvodd.

P¥i sériovych zkouskdch logickych integrovanych obvodl je zapotiebi nit moinost gencro-
vat rychly impuls definovaného tvaru se soudasnou moznostf odpojit budi& od zkoufené testova-
c{ 8pidky. Ke generovdni toho impulsu se pouZivd napiiklad bodnikoveé Fizeny sledoval, ktery
se pfipojuje ke zkouSené $pilce pfes mechanické spinac! relé, Zapojeni sestdvd v podstaté ze
t#{ tranzistord, z nich¥ jeden je vstuypni a dva v sérii vystupni zapojeny pfes miniaturni me-
chanické relé na p¥fsludnou testovaci ¥pifku. Toto relé umoZfiuje odpojeni budie p¥i kontrole
statickych parametrd na pif{sludné testovaci Spifce obvodu.

Boénikové fizeny sledova& slouzi k pfenosu normovaného impulsu na buzeny vstup zkoufe-
ného obvodu s minimdlnfm zpoZdénim a zménou tvaru.

Nevyhodou dosavadniho zapojeni s pouZitim miniaturnfich nebo subminiaturnich relé je niZ-
%1 spolehlivost, véts{ ndrok na prostor, mend8i rychlost testovdni, vét3i spotfeba a vy$s{ ce~

na.

Tyto nevyhody odstrafiuje zapojeni k bezkontaktnimu spindni budice ur&ené k vybuzeni vstu-
pa pii zkougkdch logickyeh integrovanych obvodl, sestdvajfci z rychlého sledovage tvofeného
t¥emi tranzistory, jeho podstatou je, Ze mezi kladnou svorku zdroje napét{ +UB a sledovad je
zapojen spinac{ tranzistor, jehoZ bize je spojena pfes ¥Fidfcf obvod s bdzi prvniho tranzisto-
ru, jehoz emitor je spojen pfes reguladni odpor s emitorem &tvrtého tranzistoru zapojeného
kolektorem s bdz{ drubého tranzistoru, jeho# kolektor je spojen pfes diodu a &tvrty odpor do
uzlu s kolektorem spinacfho tranzistoru s patym odperem spojenym s bdzi &tvrtého tranzistoru.

Pfednost{ tohoto zapojeni je provozni spolehlivost, rychlost p¥i generovdni impulsd a
kompaktn{ konstrukce umc#pujlci{ umistit budif co nejbliZe méfené Spilky.

Vyndlez bli¥e objasni vykres, na kterém je naznaden pifklad zapojeni,

Na svorku 3 +UB napet{ je emitorem zapojen spinac{ tranzistor T5, jehoZ bize je spojena
pfes ¥i{dic{ obvod 10 opatfeny vstupni svorkou 1 s bdef prvniho tranzistoru T1, jehoZ kolektor
je spojen pres prvni odpor Rl se svorkou 4 -UB zdroje a s bdzi t¥etiho tranzistoru T3 spoje—
ného emitorem pies tfetf{ odpor R3 se svorkou 4 -UB zdroje.

Emitor prvniho tranzigtoru 1 je spojen pies regula&ni{ odpor R2 s emitorem &tvrtého tran-
zistoru T4, jehoZ kolektor je spojen s bdz{ druhého tranzistoru I2. Emitor druhého tranzis-
toru T2 a kolektor tietfho tranzistoru T3 jaou spojeny s testovaci Spickou 2.

Kolektor druhého tranzistoru T2 je spojen p¥es diodu D a &tvrty odpor R4 do uzlu s pé-
tym odporem R5 spojenym s bdz{ &tvrtého tranzistoru T4, druhym odporem R2 spojenym s regulad-
nim odporem R a s kolektorem spinacfho trangistoru I5.

Budi& vytvd¥{ v podstatd rychly sledova&, kde k bdzi prvniho tranzistoru T1 se piivddd
pies ¥{dici obvod 10 nap&tf normované drovné UIH' UIL a budici signdl pro testovaci Spicku 2
se odebf{xd z emitoru druhého tranzistoru T2,

Vyvoldni stavu vysoké impedance na testovac{ Spifce 2 se dosdhne uzavienim spinaciho
tranzistoru 15 pomoci ¥{dicfho obvedu 10, ktery je spoustén programem testeru. Uzavieni spi-
nactho tranzistoru T5 vyvold soutasné uzavieni zbfvajfcich tranzistord T4, T3, T2, Tl a déle
odd&leni kolektoru druhého tranzistoru T2 diodou D od hdze gtvrtého tranzistoru T4 a od emi-
toru prvnfho tranzistoru Tl. V disledku toho vznikne na testovaci ¥pilce 2 poZadovany stav
vysoké impedance. )

zapojeni podle vyndlezu je urfeno jako obvodovy prvek zejména pro automatické mé¥ic{
systémy k zjistovdni parametrd logickych intedrovangch obvoda.
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sapojeni k bezkontaktnimu spindni budide, ur&ené k vybuzeni vstupl p¥i zkouskdch logic~
kych integrovanych obvodd, sestdvajici z rychlého sledovale tvofeného tfemi tranzistory, vy-
znadené tim, Ze mezi kladnou svorku /3/ zdroje napéti +UB a sledovald je zapojen spinaci tran-
zistor /15/, jeho? bdze je spojena pres fidic{ obvod /10/ s bdzi prvniho tranzistoru /Tl/,
jehoZ emitor je spojen p¥es regulaéni odpor /R/ s emitorem &tvrtého tranzistoru /T4/ zapoje-
ného kolektorem s bdz{ druhého tranzistoru /T2/, jeho% kolektor je spojen p¥és diodu /D/ a
&tvrty odpor /R4/ do uzlu s kolektorem spinacfho tranzistoru /T5/ spolu s pdtym odporem /R5/
spojenym s bdzi{ &tvrtého tranzistoru /T4/.
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